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M, LEONOWICZ: Materiały magnetycznie twarde Nd-Fe-B 

Przedstawiono charakterystykę magnesów typu Nd-Fe-B oraz podano własności 
zwlęzku Nd2Fej4B. Omówiono stosowane technologie magnesów. Na podstawie badar'. 
własnych przedstawiono wpływ stężenia Nd i B oraz dodatków Al, Cr, Nb, Ga, Zr, 
Bi i Sn na własności magnetyczne. Pokazano również podstawowe obszary zastoso-
wań magnesów trwałych. 

G. ADAMKIEWICZ, A. BAOOR: Potencjalne możliwości zastosowań polaryskopu 
liniowego do badań naprężeń i defektów strukturalnych w materiałach 
półprzewodnikowych 

W pracy przedstawiono możliwości zastosowań polaryskopu liniowego do badań 
dwójłomności powstajęcej w kryształach półprzewodników pod wpływem naprężeń -
resztkowych. Zaprezentowano trzy metody wyznaczania wielkości naprężeń, z któ-
rych dwie mogę być wykorzystane do wykreślania map rozkładu naprężeń w płytkach 
półprzewodników. Przedstawiono przykłady obrazów polaryskopowych, wykazujęcych 
istnienie w badanych próbkach naprężeń resztkowych o symetrii radialnej, 
3-krotnej lub 4-krotnej, a także zamieszczono napy rozkładu dwójłomności i na-
prężeń. W wielu przypadkach w obrazach polaryskopowych sę widoczne defekty ma-
kroskopowe, takie Jak pasma poślizgu dyslokacji, struktura mozaikowa, skupiska 
wytręceń, mikropęknięcia, rysy orez inne defekty zwięzane z obróbkę mechenicz-
nę kryształów. 

K. MAZUR, ÏV. WIERZCHOWSKI: Badania metodami rentgenowskiej topografii 
dyfrakcyjnej defektów strukturalnych monokryształów YjAl^Ojg silnie 
domieszkowanych neodymem 

Za pomocę rentgenowskiej topografii dyfrakcyjnej badano silnie domieszkowane 
neodymem monokryształy YAG. Prześledzono rozkład defektów w stożkowych obsza-
rach poczętkowych, oraz zmiany stałej sieci kolejno wyciąganych monokryształów. 

M. WÔaCIK, J. SASS, 3. GACA: Analiza rentgenowskiego widma periodycznej 
supersieci 

Opracowano metodę analizy rentgenowskiego widma intensywności supersieci z pe-
riodycznie modulowanę strukturę. 
Na podstawie tego modelu zinterpretowano doświadczalne widmo stopu Alnico 
i obliczono parametry supersieci. 

M. DAKUBOWSK/'» : Warstwy miedziowe wypalane w atmosferze azotu 

W artykule dokonano przeględu problemów zwięzanych z zastosowaniem past mie-
dziowych w technologii grubowarstwowej. Przedstawiono perspektywę rozwoju tych 
past n kraju. 
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M. LEONOVVICZ: Hard magnetic materials Nd-Fe-B 

Characteristic features of Nd-Fe-B magnets and properties of NdgFe^^B compound 
hove been shown. Different technologies have been discussed. Based on the own 
experimental results effect of Nd and B concentration, as well as addition of 
Al, Cr, Nb, Ga, Zr, Bi and Sn on magnetic properties have been shown. The main 
area of the permanent magnets applications has been mentioned. 

G. ADAMKIEWICZ, A. BAOOR: Potentialities of the plane polarlscope for studying 
of residual stress and crystallographic defects in semiconductors 

A review has been made on potential applications of the plane polarlscope for 
studying of birefringence in semiconductors induced by residual stresses. Three 
methods of stress evaluation has been presented, two of which are potential for 
stress mapping of semiconductor wafers. Several egzamples of birefringence 
patterns of samples with radial, 3-fold and 4-fold symmetries of the residual 
stresses and complete maps of birefringence and stresses has been presented. 
In some cases larger defects like glide bands, mosaic structure, precipitates, 
mlrcocracks, scratches and other defects due to the work damage in mechanical 
treatment of crystals can be seen In the birefringence patterns. 

K. MAZUR, W. WIERZCHOWSKI: The investigation of structural defects in the 
highly Nd - doped YAG crystals by means of X-ray diffraction topography 

The highly Nd doped YAG crystals are studied using X-ray diffraction 
topographic methods. The distribution of defects In initial parte, and the 
changes of lattice parameter in crystals succesively grown are exanlnfd. 

M. wCiaciK, 3, SASS, 3. GACA: Analysis of the X-ray intensity spectrum for the 
periodic superlattice 

The intensity spectrum for the superlattice with a periodical nodulated 
structure is analysed. The interpretation of the Alnico alloy Is nade on the 
basis of this model, and the superlattice parameters are calculated. 

M. OAKUBOWSKA: Copper thick-films fired in nitrogen atmosphere 

A revue of problems concerned with copper paste application in thick film 
technology Is presented. The development of copper technology materials i 
in Poland is discussed. 
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M. JIEOHOBm» IterHHTHO iBëpflHe üaiepHaJiH Nd-Fe-B 

PaOoia coxepKBS xapaKiepHCTaxH MarRRTOs Tana Nd-Fe-B h CBotłcTBa coe^HneRKS 
NdgFBj^^B. OCcyxAeBO b Heft npuMeneHBe lexHOJiorHH npoHSBOACiBa uarHHioB. Ha ocho-
Be npBBe^eBHX accjieAOBaaHtt ôujio paccMOTpeno BJiHHHHe KOHueBTpauHR Nd, B h AoCa-

BOK AI, Cr, Nb, Ga> Zr, Bi, Sn Ha MarHHTHue OBoftCTBa 3thx MaiepHaaoB. noKaaano 
Toze rJiaBHue oOxacTH npHueHneHRa uarHHTOB. 

r. AMMKEBHH, A. BAîÎOPî noieHUHaJibHue bosmozhocth npHMeHeHHÖ jiHHeflnoro noJiHpHCKO-
na äjm HCcaeflOBaHB» HanpHjreHB» b cipyKiypHHX fle$eKTOB b noaynpoBOflHHKOBMX Maie-
pBajtax. 
B paäoTe npeACiaB:[ieHii bosmoxhoctb npHneneHHÖ jiHHeöHoro noJinpacKona azr nccjieĄO-

BaHBÖ ÄBynpeJioiiJieHHa, KOTopoe BosHHKaei b noJiynpoBOÄHaKOBHx KpHCTa;iaax hoä 
ÄeScTBaeM ocTaioiiHioc HanpaxeHBft, OOcyxAem ipa MeTOfla asMepeaafl BeJiH«HHH nanpaxe-
HBtt. JlB«, H3 HBX MoryT ÖHTfc BcnoJibsoBaHH HOJiyMeHafl TonorpaMM npeflOTaBJiaiomHX 
pacnpe^ejienaa HanpHxenafi b noJiynpoBOARBKOBux n;iacTBHK£uc. noxasaHU npauapu nosa-

pBCKonoBux BsoöpaxeHBft ociaioHHHX HanpaateHBö c paflBajiŁHoS caiiueTpaeS, 3-KpaTHo8 
a 4-KpaTHofi CHMMeTpaeft, a laioice lonorpaMMU flBynpeaoMaeHaa a nanpaseHafl. B MHorax 
cjiyiaax na nojinpacKonoBiix HsoÖpaaceHaHX bb^hh uaKpocKona'JecKae fleifeKTH laxae Kax: 
30HM CflBHra Ä«CJIOKa^aft, iiosaa^naH cipyKiypa, npeqanaiaTH, MHKpoipemaHH, uapanaHH, 
a ÄPyrae fleifeKTH CBHsaHioie c MexanaMecKoft oÖpaöOTKOö xpaciajiJioB. 

K. MASyP, B. BEacXOBCKH: HccjieflOBaHBe Meio^OM penireHOBCKOft ÄB(j)paKUH0HH0a 
TonorpaifHH cipyKTypHHX fle(}ieKTOB uoHOKpacTajuiOB aiTpoBO-ajiBiáBHeBoro rpanaia 
CBJibHO jierapoBaKHoro neoABMOM 

MeTOÄOM ÄB({)paia;B0HH0fl TonorpaifaB accaeAOBaHO cbjibho JierapoBaamie hboahmom moho-
KpaciajiJiH HTipoBo-aJODiiBHeBoro rpaaaTa. HccjieflOBaHO pacnpeflejienne flecfeKioB b aa-
^ajiBHUX oÖaaCTHX a asMeneaBH napaweipa pemëiKa nociynaiexbHO BHpamaBaioqHX 
KpacTaJiJiOB. 

II. BOfłUHK, œ. CACC, fl. TAIU: Aaajiaa peHireHOBCKoro cneKipa nepaoAaiecKofl ' 

cyneppemëTKB 

PaapaÖoiaH mbtoa aaajasa peHireaoBCKoro cnexipa HHieHCHBHOOTa cynepperaeixa c ne-
paoABiecKoft MOAyjBpoBaHHOö CTpyxiypoö. Ha ochobb 3to« kOfleaa HHTepnpeiHpoBaH axcne-
pBMeHTajttHH« cnexip cnaaBa Aabaaxo h BM^HcaeHu napaneipu cyneppemeixa. 

U. HKVBOBCKA: ííeflHHe njieaxa oCxaraeiwe b amocifepe aaoia 

B CTaTBe CAeaaHO npecnoip npoCjueuoB CBHsaHBHx c npaMeaeHHen nací Ha ocaoBe mbab 

B ToacTonaeHHofl lexHOJiorBH. npeAOiaBaeao nepcnexiHBu pasBaiaa 3thx MaiepaajioB 
B IIHP. 
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